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Vorwort

In der vorliegenden neunten Auflage wurden Struktur und Inhalt des Bu-
ches weitestgehend beibehalten, weil sie sich im Lehrbetrieb bewé&hrt ha-
ben. Dennoch wurden viele Textpassagen und Beispiele iiberarbeitet, um
die Verstandlichkeit des vermittelten Stoffes zu verbessern. Ferner enthal-
ten die Abschnitte 2.2, 3.2, 4.1, 6.1 und 7.2 inhaltliche Ergdnzungen.

Dank vielen Anregungen von Horern der gleichnamigen Vorlesung am
Karlsruher Institut fiir Technologie sowie von Lesern des Buches konnten
dariiber hinaus Fehler korrigiert werden.

Mein besonderer Dank gilt Herrn Dipl.-Ing. Johannes Pallauf fiir viele
anregende Diskussionen sowie fiir das sorgfaltige Korrekturlesen des Ma-
nuskriptes. SchliefSlich mochte ich mich beim Springer-Verlag fiir die wie-
derum ausgezeichnete Zusammenarbeit bedanken.

Karlsruhe, im Sommer 2012 Fernando Puente Leén

Vorwort zur 8. Auflage

Dieses Lehrbuch richtet sich an Studenten der Ingenieurwissenschaften (ins-
besondere der Elektrotechnik, Informationstechnik, Mechatronik und des
Maschinenbaus) sowie der Informatik. Es behandelt die systemtheoreti-
schen Grundlagen der Messtechnik. Dabei werden die allen Messsystemen
gemeinsamen Verfahren in den Vordergrund gestellt. Der Inhalt des Buches
umfasst

die Beschreibung des physikalischen Verhaltens von Messsystemen
durch ein mathematisches Modell,

die Verbesserung der statischen sowie der dynamischen Eigenschaften
von Messsystemen,

die Messung zufélliger Grofien und stochastischer Signale,

die rechnergestiitzte Messdatenerfassung und -verarbeitung sowie

die Erfassung frequenzanaloger Signale.

Vorausgesetzt werden Kenntnisse der gebrauchlichen Integraltransforma-
tionen und der Grundlagen der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Bei den Her-
leitungen von Formeln sind alle notwendigen Zwischenschritte angegeben,
damit der Leser sich den Stoff auch im Selbststudium aneignen kann.

Bei der Ausarbeitung dieses Buches fand ich das Buch Messtechnik
(Springer-Verlag, 7. Auflage, 2008) meines verehrten Vorgédngers, Herrn Pro-
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fessor Uwe Kiencke, vor, das die Messtechnik in der oben geschilderten, sys-
tematischen Weise hervorragend aufbereitet. Ich habe es deshalb als Grund-
lage herangezogen und die Struktur des Buches weitgehend beibehalten,
weil sie sich im Lehrbetrieb tiber viele Jahre bewahrt hat.

Inhaltlich wurden im Kapitel Messsysteme und Messfehler Messskalen
und damit auch die Messung qualitativer Groflen eingefiihrt; ferner wurden
die Abschnitte {iber metrische Grofien und Messsysteme deutlich erweitert.
Das Kapitel Zufillige Messfehler enthilt zahlreiche inhaltliche Erweiterungen
und neue Beispiele. Exemplarisch seien das Bayes-Theorem, die Behand-
lung hoherer Momente von Verteilungen sowie multivariater Verteilungen
und die Eigenschaften von Schitzern genannt. Im Kapitel Dynamisches Ver-
halten von Messsystemen wurde die Gliederung aus didaktischen Uberlegun-
gen liberarbeitet und es wurden neue Erkenntnisse aus dem Gebiet der Sys-
temoptimierung beriicksichtigt. In nahezu jedem Kapitel wurden neue Ab-
bildungen und praktische Beispiele aufgenommen, die ein tieferes Verstand-
nis der behandelten Verfahren und ihrer Einsatzgebiete vermitteln.

Ferner wurde das gesamte Buch inhaltlich und redaktionell tiberarbei-
tet und praktisch jede Abbildung neu erstellt, um eine bessere Verstind-
lichkeit sowie eine konsistentere Verwendung der mathematischen Symbo-
le zu erzielen. Bei dieser Gelegenheit wurde die Darstellung von Vektoren
und Matrizen an die international tibliche Notation angepasst, stochastische
Grofien wurden zu ihrer leichteren Erkennung konsistent in Schreibmaschi-
nenschrift gesetzt.

Dartiber hinaus konnten durch Hinweise von Lesern und Hoérern Feh-
ler korrigiert und Erlduterungen verbessert werden. Besonderer Dank gilt
Herrn Dipl.-Ing. Marco Kruse fiir die Erstellung von Matlab-Ubungen, fiir
wertvolle Hinweise und Diskussionen sowie fiir die zweimalige akribi-
sche Korrektur des Manuskripts. Von seinem fachkundigen Einsatz und sei-
nem didaktischen Geschick hat dieses Buch aufserordentlich stark profitiert.
Schliefslich sei dem Springer-Verlag fiir die ausgezeichnete Zusammenarbeit
gedankt.

Karlsruhe, im Sommer 2011 Fernando Puente Leon
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